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A maior parte dos materiais usados em afrescos e argamassas, assim como os
produtos de sua deqradacao (eflorescenclas), sao materiais cristalinos, i.e. seus
atomos estao organizados em um arranjo peri6dico em tres dimensoes, denominado
de estrutura cristalina, cujo estudo pode ser feito por difratometria de raios X. Os
raios X tern rnenor comprimento de onda e maior poder de penetracao que a luz
vislvel, Na difratometria de raios X, um feixe de raios X com comprimento de onda
definido incide sobre a amostra. Os eletrons dos atornos passam a vibrar em
unissono com a frequencia dos raios incidentes, e cada atorno passa a ser um novo
centro de ernissao de ondas. As ondas esfericas emitidas pelos atornos de uma
estrutura cristal ina interagem entre si e produzem feixes em direcoes privilegiadas
(interacoes construtivas) . Os anqulos dos feixes difratados sao usados para medir as
distancias entre pianos atomicos em estruturas cristalinas. Cada substancia salida
cristalina tem um padrao carac teristico de difracao de raios X, uma irnpressao digital
que permite sua identificacao . 0 metodo de Rietveld e uma simulacao rnaternat ica
da difracao . Atraves da teoria dos rninimos quadrados sao feitas interacoes que
buscam a aproxirnacao entre 0 difratograma calculado e 0 difratog rama real obtido
para uma dada amostra. Uma vez atingida esta converqencia, sao obtidas
inforrnacoes indiretas sobre a amostra, como a proporcao entre as fases cristalinas e
os parametres cristaloqraficos de cada fase. Os principios flsicos, cristaloqraficos e
maternaticos da difracao de raios X e do Metodo de Rietveld estao disponiveis na
Iiteratura [1,2,3] . Um aspecto favoravel da aplicacao do Metodo de Rietveld em
estudos de Heranca Cultural e a pequena quantidade de amostra necessaria para a
realizacao da analise. Apesar de nao ser um rnetodo de analise quimica tradicional,
ele fornece uma estimativa da cornposicao qulmica atraves da identificacao das
fases cristal inas presentes e de suas proporcoes,

No presente estudo foram comparados dados qulrnicos e difratornetricos de uma
argamassa antiga composta predom inantemente por quartzo e calcita . Foram
observadas pequenas discrepancias entre os resultados dos dois tipos de analises ,
provavelmente em tuncao do volume reduzido e da heterogeneidade da amostra. A
amostragem represen tativa e um problema central no estudo de bens cultu rais com
metodos de analise. Nao obstante, a difratometria de raios X aliada ao Metodo de
Rietveld permitem a obtencao de dados composicionais com boa precisao em pouco
tempo e com baixo custo , representando uma ferramenta util na aval iacao de
materiais hist6ricos , tanto quanto ao seu estado de conse rvacao , como quanta aos
procedimentos de conservacao e restauro.
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